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9. Цель практики: Основными целями производственной преддипломной практики явля-
ются: получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
втом числе: закрепление и расширение теоретических знаний и практических навыков 
внаучно-исследовательской работе и инновационной деятельности, подбор 
необходимогодля выполнения выпускной бакалаврской работы материала, 
совершенствование про-фессиональных умений его обработки и анализа. написание 
выпускной квалификацион-ной(бакалаврской)работы. 

 
Задачи практики: Задачами практики являются: изучение научной литературы, знаком-
ство с основными методиками исследований атомного и электронного строения, фазово-
госостава,электрофизическихиоптическихсвойств различныхфункциональныхматери-
аловинаписаниелитературногообзорапотемевыпускнойквалификационнойработы: 

 
10. Место практики в структуре ООП: Практика Б2.В.03(Пд) "Производственная предди-
пломная практика" являетсядисциплинойвариативной части цикла Б2. Задачи 
практикисоотносятся с содержанием и задачами профессиональной деятельности, к 
которой гото-вятся выпускники по направлению подготовки 03.03.02 
Физика.Обучающиесядолжныиметь теоретическую и практическую подготовку по всему 
объему теоретического и прак-тическогоматериала, 
полученногозапредыдущиесеместры. 

11. Видпрактики,способиформаеепроведения 
 

Видпрактики:производственная. 
Способпроведенияпрактики:стационарная. 
Формапроведенияпрактики:дискретная. 

 
12. Планируемые результаты обучения при прохождении практики (знания, 
умения,навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательнойпрограммы(компетенциямивыпускников): 

 
Компетенция Планируемыерезультатыобучения 

Код Название 
ПК-3 готовность применять 

напрактикепрофессио-
нальные знания теории 
иметодовфизическихис-
следований 

уметь: применять на практике профессиональные зна-
ниятеориииметодовфизическихисследований;знать: 
основы теории и методы физических исследо-ваний; 
владеть: навыками практического использования про-
фессиональныхзнанийтеориииметодовфизических 
исследований 

ПК-5 способностьпользовать-
сясовременнымимето-
дами обработки, 
анализаисинтезафизиче
скойинформации в 
избраннойобластифизич
ескихис-следований 

уметь:пользоватьсясовременнымиметодамиобра-
ботки, анализа и синтеза физической информации 
визбранной областифизическихисследований; 
знать: современные методы обработки, анализа синте-
за физической информации в избранной области фи-
зическихисследований; 
владеть:навыкамииспользованияметодовобработки, 
анализа и синтеза физической информации в избран-
нойобластифизическихисследований 

 
13. Объемпрактикивзачетныхединицах/ак.час.(всоответствиисучебнымпланом)— 
3/108. 

 
Формапромежуточнойаттестациизачетсоценкой 



14. Видыучебнойработы 

 
 
 

15. Содержаниепрактики(илиНИР) 
 

п/п Разделы(этапы)практики Содержаниераздела 
1. Начальный В течение первой недели обучающиеся знакомятся с про-

граммой, целями и задачами преддипломной практики; по-
сещают базы практики; реализуют программу эмпирическо-
го (экспериментального) исследования; знакомятся с прави-
лами оформления текста выпускной бакалаврской 
работы,критериями выставления дифференцированного 
зачета (соценкой), порядком подведения итогов практики, 
проводятматематико-
статистическуюобработкуэмпирическихдан-ных с 
применением современных математическихметодови 
использованием адекватных поставленным целям стати-
стическихкритериев;посещаютконсультации руководителя 
вуниверситете. 

2. Заключительный Втечениевторойнеделиобучающиесяпроводятанализэмпирич
ескихданных;нагляднооформляютполученныерезультаты(вв
идеграфиков,таблиц,диаграммит.п.),формулируютпредварит
ельныевыводы,оформляютмето-
дическиеруководстваккаждойизиспользованныхвэмпи-
рическомисследованииметодикнабумажномиэлектрон-ном 
носителях; готовят реферат по итогам исследования. 
Вконцевторойнеделиобучающиесяоформляютотчетнуюдоку
ментациюиучаствуютвзаключительнойконференции 
попрактике. 

 

16. Переченьучебнойлитературы,ресурсовсети«Интернет»,необходимыхдляпрохож
денияпрактики 
а)основнаялитература: 

№п/п Источник 

 
1. 

Манякин, М.Д. Программный пакет Wien2K. Часть 1. Моделирование электронной структуры кристал-
лов.Зоннаяструктураиплотностьсостояний:учебно-методическоепособие/М.Д.Манякин,О.И. 
Дубровский,Е.Р.Лихачев,С.И.Курганский//Воронежскийгосударственныйуниверситет.-Воронеж.-2015-
48с. –URL: http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m15-265.pdf 

 
2. 

Манякин,М.Д.ПрограммныйпакетWien2K.Часть2.Моделированиерентгеновскихэмиссионныхиабсорбц
ионныхспектров:учебно-методическое пособие /М.Д.Манякин, О.И.Дубровский, Е.Р. Лиха- 
чев,С.И.Курганский//Воронежскийгосударственныйуниверситет.-Воронеж.-2017-31с.–
URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m17-154.pdf 

 
3. 

Курганский,С.И.РазработкапроектоввсредеСАПРQUARTUSII.Часть1.Основныеэтапыпроекти-
рования:учебно-методическоепособие/С.И.Курганский,О.И.Дубровский,Е.Р.Лихачев,М.Д.Маня-
кин//Воронежскийгосударственныйуниверситет.-Воронеж.-2016.-34 с.–
URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m15-265.pdf 

4. ДрагуновВ.П.Микро-инаноэлектроника/В.П.Драгунов;ОстертакД.И. –Новосибирск:НГТУ,2012 
.–38с.//Электронно-библиотечнаясистема.–URL:http://biblioclub.ru 

http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m15-265.pdf
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m17-154.pdf
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m15-265.pdf
http://biblioclub.ru/


 
5. 

ТроянП.Е.Наноэлектроника/П.Е.Троян;СахаровЮ.В.—Томск:Томскийгосударственныйуни-
верситетсистемуправленияирадиоэлектроники,2010.—88с.//Электронно-библиотечнаясистема. 
—URL:http://biblioclub.ru 

6. ЩукаА.А.Наноэлектроника/А.А.Щука.—2-еизд.(эл.).—Москва:БИНОМ.Лабораториязнаний, 
2012.–349с.//Электронно-библиотечнаясистема.–URL:http://biblioclub.ru 

 
7. 

БорисенкоВ.Е.Наноэлектроника:теорияипрактика/В.Е.Борисенко.–3-еизд.(эл.).–Москва:БИ- 
НОМ.Лабораториязнаний,2013.–371с.–(Учебникдлявысшейшколы).//Электронно-
библиотечнаясистема.—URL:http://biblioclub.ru 

 
8. 

ВороновЮ.А.Моделированиетехнологииипараметровкремниевыхнаноразмерныхтранзисторных 
структур/Ю.А.Воронов;КасковС.Ю.;МочалкинаО.Р.–Москва:МИФИ,2012.— 80с.//Электрон-но-
библиотечнаясистема.–URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231695 

 
9. 

ШеньА.Х.Классические и квантовыевычисления/ А.Х. Шень ;Вялый М. Н.—Москва: Интернет-
УниверситетИнформационныхТехнологий,2007.–236с.–//Электронно-библиотечнаясистема.– 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234673 

10. ФетисовГ.В.Синхротронноеизлучение.Методыисследованияструктурывеществ/Г.В.Фетисов.- 
М.:Физматлит,2007. -672с.ISBN978-5-9221-0805-8. 

 
11. 

СпектроскопиярентгеновскогопоглощениянаноструктурированныхматериаловЧасть1.С.Ю.Тури-
щев,В.А.Терехов,О.А.Чувенкова,Э.П.Домашевская//Учебноепособиедлявузов.Воронежский 
государственныйуниверситет.-Воронеж:ИздательскийдомВГУ,2015,-С.42. 

12. ПросоловичВ.С.Основысовременныхтехнологическихпроцессов:курслекций/В.С.Просолович, 
Ю.Н.Янковский,Д.И.Бринкевич.—Минск:БГУ,2011.—134с 

 
13. 

Пентин, Юрий Андреевич. Физические методы исследования в химии : учебник для студ. вузов, 
обуч.поспециальности011000"Химия"инаправлениюподгот.510500"Химия"/Ю.А.Пентин,Л.В.Вилков 
.–М.:Мир,2006.—683с. 

 

б)дополнительнаялитература: 
№п/п Источник 

14. ХлебниковА.А.Информационныетехнологии:[учебникдлястуд.вузов]/А.А.Хлебников.—
Москва:КНОРУС,2014.—462с. 

15. МуромцевД.Ю.МатематическоеобеспечениеСАПР:учебноепособие/Д.Ю.Муромцев,И.В.Тю-рин.—
Санкт-Петербург;Москва;Краснодар :Лань,2014.—464с. 

16. СтепаненкоИ.П.Основымикроэлектроники:учебноепособиедлявузов/И.П.Степаненко.–
М.:ЛабораторияБазовыхЗнаний,2004.—488с 

17. МарголинВ.И.Физическиеосновымикроэлектроники/В.И.Марголин,ЖабревВ.А.,ТупикВ.А.–
М.:Академия,2008.–39с. 

18. ТомилинВ.И.Физико-химическиеосновытехнологииэлектронныхсредств:учебник/В.И.Томилин 
–М.:Академия,2010.–409с. 

 
19. 

Мартинес-ДуартДж.М. Нанотехнологии для микро- и оптоэлектроники / Дж. М. Мартинес-Дуарт, 
Р.Дж. Мартин-Палма, Ф. Агулло-Руеда ; пер. с англ. А. В. Хачояна под ред. Е. Б. Якимова .— М. : 
Тех-носфера,2007.—367с. 

20. БулярскийС.В.Углеродныенанотрубки:технология,управлениесвойствами,применение/С.В.Бу-
лярский.—Ульяновск:ООО"Стрежень",2011.—479с. 

 
21. 

НеволинВ.Зондовыенанотехнологиивэлектронике/В.Неволин.—М.:Техносфера,2005.—
147с.СтаросельскийВ.И.Физикаполупроводниковыхприборовмикроэлектроники:учебноепособие 
для студ. вузов, обуч. по направлению подгот. 210100 "Электроника и микроэлектроника" / В.И. Ста-
росельский.—М. :Юрайт, 2011.—463с. 

22. СкрышевскийВ.А.,ТолстойВ.П.Инфракраснаяспектроскопияполупроводниковыхструктур./Киев.: 
Изд.КГУим.Шевченко.1991.188с. 

23. Савицкая,ЛидияКонстантиновна.Рентгеноструктурныйанализ:курслекций.Ч.2/Л.К.Савицкая;Том.гос
.ун-т;подред.А.А.Тухфатуллина.—Томск:Изд-воТом.ун-та,1990.—157с. 

24. Колесников,В.Н.Рентгеноструктурныйанализ:Учебноепособие/В.Н.Колесников.—Харьков:ХГУ,1982 
.—66с. 

25. Хейкер,ДаниэльМоисеевич.Рентгеновскаядифрактометрия/Д.М.Хейкер,Л.С.Зевин;подред.Г.С.Жда
нова.—М.:Физматгиз,1963.—380с. 

26. МихайлинВ.В. Синхротронноеизлучение/ В.В.Михайлин, И.М.Тернов.-M. :Знание, 1988.-64 с. 

27. Физика рентгеновскихлучей/М.А.Блохин .—2-е изд.,перераб.—М.: Гос.изд-вотехн.-
теорет.лит.,1957.—518с. 

28. Ультрамягкаярентгеновскаяспектроскопия/Т.М.Зимкина,В,А.Фомичев.—Л.:Изд-воЛенингр.ун-
та,1971.— 132с. 

29. Физическиеметодыисследованияповерхноститвердыхтел/В.И.Нефедов,В.Т.Черепин;АНСССР,И
нститутобщейинеорганическойхимииим.Н.С.Курнакова.—М.:Наука,1983.—294с. 

30. Рентгеноэлектроннаяспектроскопияхимическихсоединений:Справочник/В.И.Нефедов.—
М.:Химия,1984.—255 с 

31. Рентгеновскаяоптикаимикроскопия:Пер.сангл./Подред.Г.ШмаляиД.Рудольфа.М.:Мир,1987.464 с. 

32. Анализповерхностиметодамиоже-
ирентгеновскойфотоэлектроннойспектроскопии/Подред.Д.Бриггса,М.П.Сиха.—М. :Мир,1987.—600с. 

33. Карлсон,Томас.ФотоэлектроннаяиОже-спектроскопия/Т.А.Карлсон.—Л.:Машиностроение,1981.—
431с. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231695
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234673
https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=3078&TERM=%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1%2C1004%2C4%2C101%5D&LANG=rus


 
 

34. 

Основыцифровойэлектроники:учебноепособиедлявузов:[длястуд.5-6к.очнойиочно-заоч.форм 
обучения физ. фак. направления 010800 - Радиофизика, специальности 010801 - Радиофизи-ка и 
электроника]. Ч. 2. / А.М. Бобрешов, А.Г. Кошелев ; Воронеж. гос. ун-т .— Воронеж : Издатель-ско-
полиграфическийцентрВоронежскогогосударственногоуниверситета,2012.—38с.:ил.,табл. 
<URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m12-169.pdf> 

 

в)информационныеэлектронно-образовательныересурсы(официальныересурсыинтернет)*: 
№п/п Ресурс 

35. http://www.lib.vsu.ru– ЗональнаянаучнаябиблиотекаВГУ 
36. http://www.moodle.vsu.ru 
37. https://elibrary.ru–Научнаяэлектроннаябиблиотека 
38. https://lanbook.com–ЭБС«Лань» 
39. https://biblioclub.ru–ЭБС«Университетская библиотекаонлайн» 
40. www.iprbookshop.ru–ЭБС«IPRbooks» 
41. https://edu.vsu.ru−Образовательныйпортал"ЭлектронныйуниверситетВГУ" 

 
 

17. Информационные технологии, используемые при проведении практики, вклю-
чая программное обеспечение и информационно-справочные системы (при необ-
ходимости) 
- использование технологий презентации и самопрезентации при представлении обу-
чающимся итогов выполнения практики, определение обучающимся путей профессио-
нальногосамосовершенствования; 
- информационные технологии: компьютерные технологии, в том числе доступ в Интер-
нет для получения профессиональной информации, представленной насайтах отече-
ственных и зарубежных компаний, занимающихся компьютеризацией научных исследо-
ваний в области физики; программные продукты, имеющиеся в учебных 
лабораторияхкафедрыфизикитвердоготелаинаноструктурфизическогофакультетаиЦентр
аколлек-тивногопользования ВГУ. 

 
18. Материально-техническоеобеспечениепрактики: 
Дляпроведенияпроизводственнойпреддипломнойпрактикитребуетсяоборудованиекафедры
физикитвердоготелаи наноструктур,в составе: 
Компьютеры Pentium Intel 
Corei7,компьютерыPentiumIntelCor
eDuo. 
Лабораториярентгеноспектральногоирентгеноструктурногоанализа(к.25) Рентге-
новскийспектрометр-монохроматор РСМ-500; 
Лабораторныйкомплексдинамическихизмеренийхарактеристикэлектрическихцепей–1шт. 
Рентгеновский дифрактометр ДРОН – 4 -
07.РентгеновскийдифрактометрРадианДР-023, 
Спектрометр универсальный рентгеновский «Реном» СУР-
01;лабораторнаяустановкаLeyboldrontgengeratX-rayapparatus554800. 
Лабораторный стенд для получения тонких пленок и наноструктур методами 
химическогоосаждения изгазовойфазыиэлектрохимическимиметодами; 
вакуумнаятехнологическаяустановкадлямагнетронногоитермическогонанесенияме-
таллическихидиэлектрическихпленок; 
ЭлектропечьПТК-1,4-40сконтролируемойатмосферойиавтоматизированнымуправле-
ниемдляполученияматериаловс заданнымистехиометрией; 
Лабораторные стенды для импеданс-спектроскопии - LCR-спектрометр Elins-
1500,LCR-спектрометрGWInstekLCR-819; 
РамановскийспектрометрРамМикс532; 
УстановкадляизмеренияпараметровполупроводниковыхматериаловнаэффектеХоллаHM
S-2000; 
Оптическиймикроскоп-твердомерПМТ-
3;ИнтерферометрМИИ-4. 

https://lib.vsu.ru/zgate?follow%2B2860%2BRU%5CVSU%5Cbooks_2009%5C42607%5B1%2C12%5D%2Brus
https://lib.vsu.ru/zgate?follow%2B2860%2BRU%5CVSU%5Cbooks_2009%5C42607%5B1%2C12%5D%2Brus
https://lib.vsu.ru/zgate?follow%2B2860%2BRU%5CVSU%5Cbooks_2009%5C42607%5B1%2C12%5D%2Brus
https://lib.vsu.ru/zgate?follow%2B2860%2BRU%5CVSU%5Cbooks_2009%5C42607%5B1%2C12%5D%2Brus
https://lib.vsu.ru/zgate?follow%2B2860%2BRU%5CVSU%5Cbooks_2009%5C42607%5B1%2C12%5D%2Brus
https://lib.vsu.ru/zgate?follow%2B2860%2BRU%5CVSU%5Cbooks_2009%5C42607%5B1%2C12%5D%2Brus
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m12-169.pdf
http://www.lib.vsu.ru/
http://www.moodle.vsu.ru/
https://elibrary.ru/
https://lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://edu.vsu.ru/


ДистилляторлабораторныйАЗ-14«Я-ФП»-
01;Центрифугалабораторная ЦЛн-16; 
Магнитнаямешалкас подогревомMagicLAB–US-
1500D;ИмпедансметрZ-1500J; 
Диспергаторроторный–Ika-
T18D;pH-метр/ионометр ИПЛ111-
1,ПечьNabertherm-LE; 
ПечьLIOP-LF; 
Ванна ультразвуковая-
CT431D2;ИсточниктокаGWInstekPSW7
800-2.88;ИсточниктокаGWInstekGPR–
30H10D, 
МультимедийнаядоскаTriumphBord78”MultiTouch;Лабораторный 
стенд для исследования эффекта 
Холла;Лабораторныйстенддляисследованияэффектатермо-
ЭДС; 
Лабораторныйстенддляисследованияэлектропроводностиполупроводников;Лабораторныйс
тенддляисследованиясвойствp-nперехода; 
Лабораторный стенд для исследования 
терморезистора;Лабораторный 
стенддляисследованияфотодиода;Лабораторный стенд 
для исследования туннельного диода;Лабораторный стенд 
для исследования фоторезистора;СпектрофотометрСФ-
56А; 
Учебныйстенд«Электрическиеизмеренияиосновыметрологии»;Ос
циллографцифровойRohde&SchwarzHMO3054;Осциллографцифр
овойRohde&SchwarzHMO1002; 
Лабораторныйстенддляисследованиявольт-амперныхивольт-
фарадныххарактеристикгетероструктур; 
ИК-ФурьеспектрометрVertex70; 
ФурьеспектрометрближнегоИКдиапазонаMPA(Брукер);Сп
ектрометр Lambda 650 (PerkinElmer); 
РастровыйэлектронныймикроскопJEOLJSM-6380LVсмикроанализаторомOxfordInstruments; 
ПросвечивающийэлектронныймикроскопЭМВ-100БР; 
Многоканальныйцифровойосциллограф-регистраторACK-4106срасширеннымпро-
граммным обеспечением; 
Для проведения численных расчетов электронной структуры имеются программные паке-
тыWien2kиQuantumEspresso. 
Реализация дисциплины с применением электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий осуществляется через образовательный портал 
"ЭлектронныйуниверситетВГУ". 

 
 

19. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихсяпопрактике: 

 
19.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования 

ипланируемых результатов обучения 
 

Кодисодержаниек
омпетенции(илиее 

части) 

Планируемые результаты обучения 
(показателидостижениязаданногоуровняосвоения

компетен-ции посредством формирования 
знаний, умений,навыков) 

Этапы 
формированиякомпет
енции(разделы(этапы)

практики) 



ПК-3: готовность уметь:применятьнапрактикепрофессиональныезна- Всеразделы 
применятьнапрак- ниятеориииметодовфизическихисследований;  
тике профессио- знать:основытеориииметодыфизическихисследова-  
нальные знания ний;  
теории иметодов владеть:навыкамипрактическогоиспользованияпро-  
физических иссле- фессиональныхзнанийтеориииметодовфизических  
дований исследований  
ПК-5: способность уметь: пользоватьсясовременными методами обработ- Всеразделы 
пользоваться со- ки,анализаисинтезафизическойинформациивиз-  
временными мето- браннойобластифизическихисследований;  
дами обработки, знать:современныеметодыобработки,анализасинте-  
анализаисинтеза зафизическойинформации визбраннойобластифизи-  
физическойинфор- ческихисследований;  
мациивизбранной владеть:навыкамииспользованияметодовобработки,  
областифизических анализаисинтезафизическойинформациивизбран-  
исследований нойобластифизическихисследований  

Формаотчетности-отчёт 

 
 

19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) 
припромежуточной аттестации 

 
Зачет с оценкой по производственной преддипломной практике выставляется на основа-

нииследующих показателей: 
 

1. Систематичность работы обучающегося в период практики, степень ответственности в 
ходевыполнениявсех видовдеятельностинаучно-исследовательской деятельности: 
- своевременность предоставления руководителю промежуточных отчетов о проделанной рабо-
те: о проведении эмпирического (экспериментального) исследования, о выполнении математико-
статистической обработки эмпирических данных, о проведении анализа результатов исследова-
ния; 
- отсутствие срывов в установленных сроках реализации задания на выполнение выпускной ба-

калаврскойработы. 

2. Уровень профессионализма (профессиональные качества, знания, умения, навыки и компе-
тенции),демонстрируемыйобучающимся: 

- адекватность программы эмпирического исследования (в частности, методов его проведения 
иобработкиполученныхданных) выдвинутой гипотезе, поставленнымзадачам; 
- адекватность и точность количественного и качественного оценивания; владение математиче-
скимаппаратомобработкиданных, используяадекватныестатистическиекритерии; 
- степень глубины анализа и обсуждения результатов эмпирического исследования, 
сочетаниеметодовколичественногоикачественногоанализарезультатов; 
- грамотностьпредварительносформулированныхвыводов; 
- содержательность, структурированность, логичность и полнота отражения в 
подготовленномрефератеитоговвыполненногоисследования. 

3. Соблюдение организационных и дисциплинарных требований, предъявляемых к обучающему-
ся: 

- посещениеустановочногоизаключительногозанятий; 
- посещениеобучающимсяконсультацийруководителявходепрактики; 
- полнота и своевременность реализации задания на выполнение выпускной бакалаврской рабо-
ты; 
- завершенностьисследования(неменеечемна80%); 
- степень завершенности оформления текста выпускной бакалаврской работы не менее чем 
на80%; 



- своевременное предоставление отчетной документации в полном объеме (не позднее 
датыокончания практики) и в полном соответствии с предъявляемыми программой практики 
требова-ниямикеесодержанию икачеству оформления. 

Шкала оценивания работы обучающегося на производственной преддипломной 
практике,которыесоотносятся с уровнямисформированности компетенций: 

- оценка «отлично» выставляется при полном соответствии работы обучающегося всем выше-
указаннымпоказателям.Соответствуетвысокому(углублённому)уровнюсформированностикомпет
енций: компетенции сформированы полностью, проявляются и используются систематиче-
скиивполномобъёме; 
- оценка «хорошо» выставляется в случае, если работа обучающегося не соответствует 
одномуиз перечисленных показателей или в случае предоставления отчетной документации 
позже уста-новленного срока. Соответствует повышенному (продвинутому) уровню 
сформированностиком-петенций: компетенции в целом сформированы, но проявляются и 
используются фрагментарно иневполном объеме; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если работа обучающегося не 
полностьюсоответствует перечисленным выше показателям. Соответствует пороговому 
(базовому) уровнюсформированности компетенций компетенции сформированы в общих чертах, 
проявляются и ис-пользуютсячастично.Данныйуровень обязателендлявсехосваивающих ООП; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае несоответствия работы 

обучающегосявсем требуемым показателям, неорганизованности, безответственности и низкого 
качества рабо-тыпривыполнениизаданий,предусмотренныхпрограммой практики. 
Получение оценки «неудовлетворительно» по производственной преддипломной практике авто-
матически влечет за собой недопущение обучающегося к государственной итоговой аттестации 
иотчисление из Университета, поскольку эта практика является завершающим этапом обучения 
инепосредственно предшествуетгосударственнойитоговойаттестации. 
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